Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Procesory Pomiarowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Measurement Processors

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

Il Stopien

Profil studiow

Ogélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

Stacjonarne

Specjalnos¢

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systeméw
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr inz. Aleksandra Sikora

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotow

Przedmiot kierunkowy

Status modutu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie modutu w planie studiow Semestr I

- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr zimowy

Wymagania wstepne

Programowanie w asemblerze 1, 2;
Systemy mikroprocesorowe w technice
pomiarowej 1, 2;

Egzamin Tak

Liczba punktéw ECTS 5

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zaje¢

w semestrze 30 30




C. Efekty ksztalcenia i metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Celem modutu jest zapoznanie studentéw z budowg specjalizowanych mikrokontroleréw

Cel wykorzystywanych w technice pomiarowej, budowg procesora pomiarowego MSP430 firmy

modutu | Texas Instruments i jego systemem uruchomieniowym oraz zapoznanie sie z przyktadowymi

realizacjami wykorzystujagcymi procesory pomiarowe.
Forma — T

Symbol ) prowadzenia odnleS|er’1|e odn|e5|er’1|e do

efektu Efekty ksztalcenia zajoé do efektow efektow
(w/e/lplinne) kierunkowych | obszarowych

W_01 | Ma wiedze na temat budowy procesora w K_W04 T2A_WO04
pomiarowego i jego zastosowania.

W_02 | Ma wiedze na temat zastosowan procesorow w K_W05 T2A_WO04
pomiarowych, w szczegdlnosci przy pracy jako K_ W12 T2A W05
autonomicznych systemoéw pomiarowych, ich pracy T2A W07
w systemach rozproszonych oraz jako
przetwornikow inteligentnych.

W_03 | Ma wiedze na temat budowy procesora w K_Wo04
pomiarowego MSP430 i jego trybdw pracy T2A W04

u_o1 Potrafi oceni¢ przydatnos¢ procesora pomiarowego | W K_U14 T2A U18
MSP430 w rozwigzaniach zadan z zakresu
elektrotechniki i systemdéw pomiarowych.

u_02 Potrafi zaprojektowac¢, wykona¢ oraz oprogramowa¢ | W, P K_U07 T2A _U08
system pomiarowy zbudowany na bazie procesora K_U14 T2A U18
pomiarowego.

K_01 Rozumie potrzebe podnoszenia kompetenc;ji W, P K_Ko01 T2A K01
zawodowych

K_02 Potrafi pracowa¢ w zespole oraz dziata¢ w sposob P K_KO02 T2A K04
kreatywny i przedsiebiorczy. T2A_KO06

Tresci ksztalcenia:

1. Tresci ksztatcenia w zakresie wykfadu

Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
1 Podstawowe wtasciwosci i rodzaje procesoréw pomiarowych. Przeglad w_01
procesorow pomiarowych wystepujgcych na rynku. Zastosowanie procesorow Y<V—0012
pomiarowych jako inteligentnych przetwornikéw pomiarowych. B
2,3 Budowa procesora pomiarowego typu MSP430 firmy Texas Instruments: W_03
architektura, tryby pracy, przerwania, organizacja pamieci, jednostka
centralna.
4,5,6 | Uktady peryferyjne procesora MSP430: bramy we/wy, ukfad licznika, uktad W_03
zegara, uktad interfejsu szeregowego, sterownik wyswietlacza LCD,
przetwornik A/C.
7,8 Lista rozkazow i jezyk asemblera procesora MSP430. u_02
9,1 System uruchomieniowy procesora MSP430. u_01
11,12 | Przeglad listy rozkazéw procesoréw pomiarowych. Oprogramowanie u_02
wspomagajgce proces projektowy uktadéw pomiarowych
wykorzystujgcych procesory pomiarowe serii MSP430.
13, 14, | Przyktady zastosowan procesora pomiarowego MSP430: Inicjalizacja w_02
15 procesora, podstawowe procedury arytmetyczne, wykorzystanie zegara, LK’—gi
obstuga wyswietlacza LCD, obstuga przetwornika A/C. K 02
2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen
N’r z.a\je(: Tresci ksztatcenia Odniesiepie
Eéwicz. do efektow




ksztalcenia
dla modutu

3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
QOdniesienie
Nr zaje¢ o . do efektow
lab. Tresci ksztalcenia ksztalcenia
dla modutu

4. Charakterystyka zadan projektowych

W trakcie zaje¢ studenci pracujg tylko przy jednym projekcie przyrzadu pomiarowego zbudowanego w
oparciu o procesor pomiarowy MSP430. Wszystkie projekty obejmujg nastepujgce zagadnienia:

obstuga wyswietlacza LCD,

obstuga wewnetrznego przetwornika A/C,

podstawowe procedury arytmetyczne w procesorze pomiarowym MSP430,

przetwarzanie tablic danych w procesorze MSP430,

usrednianie sygnaltu i filtracja cyfrowa z wykorzystaniem procesora MSP430,

procedury konwersji kodéw w procesorze MSP430,

linearyzacja charakterystyki przetwarzania czujnika pomiarowego z wykorzystaniem
procesora MSP430,

obstuga tacza szeregowego procesora MSP430,

wykorzystanie uktadéw peryferyjnych procesora MSP430 do pomiaru czasu i
czestotliwosci.

5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia

efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umigjetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | E9zamin koncowy

W_OZ Egzamin koricowy

w_os Egzamin koncowy

U _01 Ocena projektu

u_oz Ocena projektu

U_O3 Ocena projektu

K_01

Ocena projektu




D.NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 1
5 | Udziat w zajeciach projektowych 30
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie 2
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 63
akademickiego
10 | Liczba punktéow ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,52
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 20
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji 32
18 | Przygotowanie do egzaminu 10
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 62
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2,48
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 125
23 Punkty ECTS za modut 5
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 63
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,52

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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